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(57)摘要

本发明涉及液晶显示领域，公开了一种液晶

显示屏大基板的快速检测方法，包括：将Cell成

盒的显示屏大基板在IC控位处进行切割，漏出各

显示屏的电测IC控位；将切割后露出IC控位的大

基板放置在带有下偏光片的背光灯箱或板上，并

点亮背光源，所述大基板另一侧配合有上偏光

片；开启检测程序并将各电测探头分别接入所述

IC控位，对所述大基板上Cell成盒的显示屏进行

快速检测，判断是否合格。采用该技术方案能够

实现对大基板的快速有效检测，节省了检测的人

力和物力。
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1.一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在于，包括：

将Cell成盒的显示屏大基板在IC控位处进行切割，漏出各显示屏的电测IC控位；

将切割后露出IC控位的大基板放置在带有下偏光片的背光灯箱或板上，并点亮背光

源，所述大基板另一侧配合有上偏光片；

开启检测程序并将各电测探头分别接入所述IC控位，对所述大基板上Cell成盒的显示

屏进行快速检测，判断是否合格。

2.如权利要求1所述的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在于，所述上偏

光片和下偏光片的光线传播方向垂直，使背光源发出的光线依次通过下偏光片、Cell成盒

的显示屏和上偏光片显示颜色。

3.如权利要求2所述的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在于，调整所述

检测程序显示不同的测试画面。

4.如权利要求3所述的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在于，所述电测

探头为一排或多排，根据所述电测探头的个数分别接入所述IC控位。

5.如权利要求2所述的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在于，所述背光

灯箱或板的尺寸不小于所述大基板的尺寸。

6.如权利要求1至5中任一所述的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在

于，所述上偏光片为手持式。

7.如权利要求6所述的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在于，所述上偏

光片尺寸为A4纸张大小。

8.如权利要求1至5中任一所述的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，其特征在

于，放在所述大基板上方的所述上偏光片尺寸与所述大基板相同，并漏出下方所述大基板

上的IC控位。
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一种液晶显示屏大基板的快速检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示领域，特别涉及一种液晶显示屏大基板的快速检测方法。

背景技术

[0002] 液晶显示器是目前业界中显示器件的一种，它的优点是机身薄，重量相对较轻而

且占地和电磁辐射小，给人以健康产品的形象，所以，其广泛应用于人们的生活和生产中，

最近几年液晶显示的生产规模越来越大，在国内已经有3370mm*2940mm的11代液晶面板生

产线，是世界上最大的液晶面板生产线。

[0003] 液晶显示器生产工艺主要包括Cell成盒的LCD工艺和安装背光的LCM工艺，其中

LCD工艺又包括Color  Filter生产加工工艺、Array生产加工工艺以及把两者贴合的Cell成

盒工艺。此LCD加工工艺是液晶显示器的主要加工工艺步骤，是核心技术制程，也是基板的

大世代线意义的主要体现所在。LCM工艺是把LCD屏切割、绑定以及安装背光的一个过程，也

即是组装的过程，不触及液晶显示器加工的核心技术，相对来说较简单，而且组装成本相对

LCD加工工艺的设备投资成本来说是很低的，所以，许多液晶显示器面板厂商主要是进行

LCM工艺的生产加工，这样就要采购LCD显示屏，一般是LCD屏大基板采购过来，然后进行后

段的切割、绑定以及安装背光，在这个过程中，把LCD屏大基板切割成小屏后就要进行快速

电测，把不合格的产品摒除掉，这个快速电测过程对于LCD屏大基板生产厂家来说是至关重

要的，因为一方面会对生产良率有影响甚至有经济损失，二是不清楚具体的问题所在及原

因，同时，快检过程对于客户来说，基本上是人员在操作，费时费力。

发明内容

[0004] 本发明实施例的目的在于提供一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，能够实现

对大基板的快速有效检测，节省了检测的人力和物力。

[0005] 本发明实施例提供的一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，包括：

[0006] 将Cell成盒的显示屏大基板在IC控位处进行切割，漏出各显示屏的电测IC控位；

[0007] 将切割后露出IC控位的大基板放置在带有下偏光片的背光灯箱或板上，并点亮背

光源，所述大基板另一侧配合有上偏光片；

[0008] 开启检测程序并将各电测探头分别接入所述IC控位，对所述大基板上Cell成盒的

显示屏进行快速检测，判断是否合格。

[0009] 可选地，所述上偏光片和下偏光片的光线传播方向垂直，使背光源发出的光线依

次通过下偏光片、Cell成盒的显示屏和上偏光片显示颜色。

[0010] 可选地，调整所述检测程序显示不同的测试画面。

[0011] 可选地，所述电测探头为一排或多排，根据所述电测探头的个数分别接入所述IC

控位。

[0012] 可选地，所述背光灯箱或板的尺寸不小于所述大基板的尺寸。

[0013] 可选地，所述上偏光片为手持式。
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[0014] 可选地，所述上偏光片尺寸为A4纸张大小。

[0015] 可选地，放在所述大基板上方的所述上偏光片尺寸与所述大基板相同，并漏出下

方所述大基板上的IC控位。

[0016] 由上可见，应用本实施例技术方案，由于在所述大基板上把IC控位切割裂片后露

出，但不对整个大基板切割裂片，可以快速有效检测出所述显示屏是否合格，节省了检测的

人力和物力。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可

以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本发明提供的一种切割漏出IC控位的大基板示意图；

[0019] 图2为本发明提供的一种背光灯箱结构示意图；

[0020] 图3为本发明提供的一种电测探头示意图；

[0021] 图4为本发明提供的一种大基板的快速检测示意图。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 实施例：

[0024] 本实施例提供一种液晶显示屏大基板的快速检测方法，包括：

[0025] 如图1所示，将Cell成盒的显示屏大基板10在IC控位12处进行切割，漏出各显示屏

的电测IC控位12；

[0026] 将切割后露出IC控位12的大基板10放置在同样尺寸大小或比所述大基板10尺寸

稍大的带有下偏光片30的背光灯箱或板20上，如图2所示，并点亮背光源40，所述大基板10

另一侧配合有上偏光片50；

[0027] 开启检测程序60并将各电测探头61分别接入所述IC控位12，如图3所示，对所述大

基板10上Cell成盒的显示屏11进行快速检测，判断是否合格，不合格的就自行划掉，避免流

到下一道工序或客户端，造成不必要的浪费和经济损失，同时，不再需要人工的快速电测，

省时省力。

[0028] 所述上偏光片50和下偏光片30的光线传播方向垂直，使背光源40发出的光线依次

通过下偏光片30、Cell成盒的显示屏11和上偏光片50显示颜色，如图4所示，调整所述检测

程序显示不同的测试画面，这样就实现了对所述大基板的查看和测试，把显示不良的或有

缺陷的标记出来，告知后段或客户，减少了客户的不良反馈与经济损失。其中，检测程序一

般都是设计好的，快捷测试画面有白、黑、红、绿、篮、灰、高和低频率Flicker闪烁画面等，也

可以增加快检的画面如马赛克、Position、垂直渐层、水平渐层等。
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[0029] 所述电测探头61的位置可以根据产品型号设计，可以一排也可以多排，根据所述

电测探头61的个数分别接入所述IC控位12的一列或一行，也可以是几列或几行同时检测，

根据所述电测探头61的个数设计。

[0030] 需要说明的是所述上偏光片50可以是手持式的，尺寸A4纸张大小，便于测试人员

操作；也可以是和所述大基板10尺寸大小相同的，但要放在大基板10上方并留出下方的IC

控位，而且每个大基板10排版不同留出的IC控位12也会不同，这样就需要很多张不同形状

的上偏光片50，没有手持式的方便快捷。

[0031] 可见，本专利是在所述大基板上把IC控位切割裂片后露出，但不对整个大基板切

割裂片，可以快速有效找出所述大基板哪里有问题并且可以针对这些问题找出改进方法，

同时也可以避免不良的产品流入客户端造成信誉和经济的损失，节省了检测的人力和物

力。

[0032] 以上所述的实施方式，并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施

方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在该技术方案的保护范

围之内。
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